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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-16: Techniques d’essai et de mesure — Essai d'immunité
aux perturbations conduites en mode commun dans
la gamme de fréquences de 0 Hz a 150 kHz

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation i ion composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiohauX\de ¥a C 1). Da a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions~de no \ i ys les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autre i Rli fmes Internationales
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux trava t Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationaleg, ggUvy S on gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux trava e étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des condi entre les deux organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CE S Q echniues, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les syj Studiés, Btant donné gle les Comités nationaux intéressés

sont représentés dans chaque comité d’étude

3) Les documents produits se présentent sols la 6 mandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guid S gls par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'dnifi 3
facon transparente, dan Q ) ofmes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. e di [ a ng/me de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étrg indt 3 irs\dans cette derniére.

5) La CEl n’a fixé
n'est pas engagé

CEM conformément ad Guide 107 de la CEl.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77A/201/FDIS 77AI221/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C sont données uniqguement a titre d’'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-16: Testing and measurement techniques —
Test for immunity to conducted, common mode disturbances
in the frequency range 0 Hz to 150 kHz

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatig

participate in this preparatory work. International, governmental aqd non
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabora S
for Standardization (ISO) in accordance with conditions/determj
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on feschni atters express,” as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the rele bi fsal committee has representation
from all interested National Committees

3) The documents produced have the form of rex ati inte iopal use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and the ional Committees in that sense

4) In order to promote international unificatign, i njttees undertake to apply IEC International
Standards transparently to i I eir national and regional standards. Any
divergence between the IEZ St ] qrregponding national or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no marki

6) Attention is dra
of patent rights.

International

IEC Gwe 10

The text of this standaxd is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77A/201/FDIS 7T7AI221/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only.
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série CEl 61000, structurée comme suit:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'environnement

Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites

Limites d’émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles n ités de produits)
Partie 4: Techniques d’essai et de mes§ure

Techniques de mesure
Techniques d’essai

Méthodes et di

Partie 6: Normes gé

ur subdivisées en sections qui doivent étre publiées soit sous
ales soit sous forme de rapports techniques.

La présente partie constitue une norme internationale indiquant les exigences en matiére
d'immunité et les pfocédures d'essai relatives aux perturbations de conduction en mode
commun, dans la gamme du courant continu a 150 kHz.
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INTRODUCTION
This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the respens e product committees)
Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guide

Installation guidelines

Mitigation methods andd

Part 6: Generic standa
Part 9: Miscellanei

Y into sections which are to be published either as
shnical reports.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 4-16: Techniques d’essai et de mesure — Essai d'immunité

aux perturbations conduites en mode commun dans
la gamme de fréquences de 0 Hz a 150 kHz

1 Domaine d'application

essayer les performances des matériels électriques et élec
soumis a des perturbations par conduction en mode
d’alimentation, de commande, de signal et de communicatig

La présente norme définit

— la tension d’essai et la forme du courant;

— les plages de niveaux d’essai;
— le matériel d’essai;

— le circuit d’essai;

— les procédures d’'essais

présente norye.

De réelles interférentes dues a ces phénomeénes de perturbations sont relativement rares,
excepté dans les installations industrielles. Il est recommandé que les comités de produit
étudient si I'application de la présente norme a leurs normes produit/famille de produit est
justifiée (voir aussi l'article 3).

Cet essai n’est pas approprié pour les acces de matériels devant étre raccordés a des céables
courts (20 m ou moins).

L'immunité aux harmoniques et interharmoniques, y compris les courants porteurs de ligne, sur
les accés d’alimentation en courant alternatif (en mode différentiel) ne fait pas partie du
domaine d’application de la présente norme, mais est traitée par la CEl 61000-4-13.

L'immunité aux perturbations de conduction provenant d'émetteurs radioélectriques
intentionnels ne fait pas partie du domaine d’application de la présente norme, mais est traitée
par la CEI 61000-4-6.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-16: Testing and measurement techniques —
Test for immunity to conducted, common mode disturbances
in the frequency range 0 Hz to 150 kHz

1 Scope

This part of IEC 61000 relates to the immunity requirements and test methgds~for electrical and
electronic equipment to conducted, common mode disturbances in the range d.c.\o 150 kHz.

The object of this standard is to establish a common and repké
electrical and electronic equipment with the application of commo
power supply, control, signal and communication ports.

This standard defines

— test voltage and current waveform;
— range of test levels;
— test equipment;
— test set-up;

— test procedures.

For some types of ports, G be used with highly balanced lines,
additional test provisions ay be ish A€t committee specifications.

subjected to co

The test is intended to ~ i nity of electrical and electronic equipment when
currents and re;@

The disturbance £ mains systems are not included in the scope of this
standard.

es should therefore consider whether there is a justification for
eir Product/Product Family standards (see also clause 3).

This test is not relevant for equipment ports intended to be connected to short cables, having a
length less than 20 m or less.

The immunity to harmonics and interharmonics, including mains signalling, on a.c. power
ports (in differential mode) is not included in the scope of this standard and is covered by
IEC 61000-4-13.

The immunity to conducted disturbances generated by intentional radio-frequency transmitters
is not included in the scope of this standard and is covered by IEC 61000-4-6.
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Certaines recommandations de I'UIT-T telles que la K17, K20 et K21 définissent des méthodes
similaires pour tester la résistance des matériels. Cependant, elles ne concernent que les
acces de télécommunication et traitent de I'induction de puissance a la fréquence du secteur
en courant alternatif ou des chemins de fer électrifiés.

Il est suggéré aux comités de produit de prendre en compte, autant que possible, les
recommandations ci-dessus lors de la définition de leurs normes produit.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie deNla CEIl 61000.

Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. ¥ ent normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés s 3 tie de la
CEI 61000 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les\éditiors le centes

registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60050(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique N El) /—~ Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 60068-1: 1988, Essais d’environnement — Pa
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Some ITU-T Recommendations, e.g. K17, K20 and K21, establish similar methods for testing
the resistibility of equipment; however, they are dedicated to telecommunication ports and deal
with power induction at frequency of the a.c. mains or electric railways.

Product Committees are advised to consider the Recommendations above, as far as
applicable, in preparing their product standards.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61000. At the time of publication, the-editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties eements based
on this part of IEC 61000 are encouraged to investigate the possibility ¢ Rg the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members\of
registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(161): 1990, International Electrotechnical Vgcab apter 161:
Electromagnetic compatibility

IEC 60068-1: 1988, Environmental testing — Part 1:

O





